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摘要(译)

本发明的制备抗体芯片的方法，针对在抗体芯片制作中叠氮钠对醛基化
玻片表面上的抗体分子中的伯氨基与玻片表面醛基Schiff键形成有干扰作
用，而增加标记抗体透析，有效去除荧光抗体溶液中所添加的防腐剂叠
氮钠，提高抗体芯片检测灵敏度。并设计出一种抗体点样模式，对荧光
标记、阳、阴性对照的序列进行了优化。第一列为FITC标记的IgG对照
点样。这种点样模式有利于对扫描图象的分析，根据荧光标记可以很快
找到检测信号的位置和抗原类型。最后第二列为阳性标本对照点样，最
后一列为阴性对照点样，这样在用激光共聚焦扫描时，阴性对照的点样
荧光强度不会受到荧光标志的影响，从而提高抗体芯片检测的特异性。
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